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					Optische Inspektion AOI von anspruchsvollen Oberflächen und präzise 3D-Metrologie


				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Confovis ist Entwickler und Hersteller von AOI Tools und optischen 3D-Oberflächenmesssystemen für Industrie und Forschung. 
Unsere Systeme finden Einsatz in den Bereichen Halbleiter, MEMS und Advanced Packaging (WAFERinspect AOI Tools und Messsysteme) sowie in den Bereichen Automotive, Aerospace und der optischen Industrie für die Bewertung funktionaler Oberflächen (TOOLinspect Messsysteme).
Das patentierte konfokale Confovis Messverfahren (Structured Illumination Microscopy, SIM) setzt in Kombination mit der hohen optischen Auflösung der AOI Systeme neue Maßstäbe für die Inspektion und dimensionale Vermessung komplexer Oberflächen.
						

				

					

		

					

		
				
							

							
					
			
						
				
					Unsere Lösung für Ihre Applikation
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Automatische optische Inspektion & Metrologie
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Defekterkennung & Metrologie
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Kombiniert mit 3D-Messungen
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schnelle & flexible Inspektion
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Inspektion & dimensionale Messungen
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schnelle & flexible Inspektion
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rückführbar & nanometergenau
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von Mikro- & Makrodrall



		

				

					

		

					

		
					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			

		

				

				

					

		

					

		
				

		
	


	


			

		


	
	


	


	
	

		
			
				
					
									
confovis GmbH

Ernst-Ruska-Ring 11

D-07745 Jena, Deutschland



Tel. +49 3641 27 410 – 00

Fax  +49 3641 27 410 – 99
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					Systeme & Lösungen



Wafer Inspection

MEMS Inspection

Automatisch optische Inspektion

WAFERinspect AOI
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KONTAKTIEREN SIE UNS!

info@confovis.com

Tel: +49 3641 27 410 – 00














Bitte lasse dieses Feld leer.





 *Pflichtfelder

 Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe.
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